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При разработке и создании поляризационно-чувствительных систем 

дистанционного зондирования и распознавания космических аппаратов, 

а также неразрушающего контроля элементов аэрокосмической техники 

требуются сведения о закономерностях обратного отражения терморегу-

лирующими покрытиями и конструкционными материалами, используе-

мыми в летательных аппаратах, при освещении их поляризованным ла-

зерным излучением. 

Изучены закономерности отражения назад материалами и покрытия-

ми, используемыми в изделиях аэрокосмической техники, которые осве-

щались линейно поляризованным излучением He-Ne лазера при длине 

волны 632,8 нм. Использовалась бистатическая схема измерений, т.е. 

угол между направлением наблюдения и направлением лазерного луча 

был постоянным и составлял 10. Такая схема измерений может приме-

няться в активных системах дистанционного зондирования и распозна-

вания аэрокосмических объектов. 

Зондирующее лазерное излучение было поляризовано в плоскости па-

дения либо в ортогональной ей плоскости. Измерялись интенсивность I0 

лазерного излучения, падающего на образец, а также интенсивность Ir и 

нормированные параметры Стокса {1, p1, p2, p3} излучения, отраженного 

исследуемыми материалами назад при повороте образцов на угол α от 0 

до 50. Это позволило определить функцию распределения двунаправ-

ленного коэффициента отражения f(α) исследованных материалов и сте-

пень поляризации P(α) отраженного ими излучения в зависимости от уг-

ла α. 

Показано, что наблюдается хорошее соответствие между результата-

ми измерений зависимости f(α) исследованных материалов от угла пово-

рота образцов и расчета fмод(α) с привлечением модели, которая широко 

используется в пассивном дистанционном зондировании и распознава-

нии объектов, освещаемых неполяризованным солнечным излучением. 

Хотя измерения выполнены при монохроматическом освещении, полу-

ченные результаты можно использовать для моделирования зондирова-

ния излучением более широкого спектрального состава, так как в спек-

тральной области от 550 до 1500 нм изменение значений направленно-

полусферического коэффициента отражения большинства исследован-

ных материалов несущественно. 
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